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OZET

Bu c¢aligmada; X-1sinlar1 toz difraksiyon
yontemi ile kristal yap1 6zelligi gosteren, farkli
hastalardan elde edilen bobrek taglart deneysel
olarak arastirilmistir. Otuz (30) adet bobrek
taginin, toz difraksiyon analizi sonucunda, bu
taglarin; Kalsiyum Okzalat Hidrat
(C,Ca04.H,0), Amonyum Magnezyum Fosfat
Hidrat (NH4sMgPO4.6H,0) ve Kalsiyum
Okzalat Hidrat (C,Ca04.2H,0) icerdigi
bulunmustur.

Anahtar Kelimeler: X-Isinlar1
Difraksiyon Yontemi, Bobrek Taglart.

QUALITATIVE ANALYSIS OF KIDNEY
STONES BY X-RAY DIFFRACTION
METHOD

ABSTRACT

In this study, Kidney stones showing
cristal structure were analyzed by powder
diffraction method. It was found that the
chemical structures of these 30 kidney stones
included Calcium Oxalate Hyrate
(C,Ca04.H,0), Ammonium Magnesium
Phosphate Hydrate (NH4;MgPO4.6H,0) and
Calcium Oxalate Hydrate (C,Ca0,.2H,0).

Keywords: X-ray diffraction method,
Kidney stones

1. GIRIS
Ulkemizdeki bobrek hastalar1 her gecen
giin daha da artmaktadir [1]. Bu nedenle 8

hastadan cerrahi girisimle elde edilen 30
numune iizerinde yapilan bu arastirmada,

kristalografik yap1 gostermesi nedeniyle
bobrek taslar1t X-1sinlarnt difraksiyon yontemi
ile incelenmistir. Toz difraksiyon c¢aligmalari
icin ise; bobrek taslart agad havaninda, toz
haline  getirilerek  difraktometrenin ~ 6zel
numune kabina konulduktan sonra, Philips
difraktometresi ve Normal-Focus Cu tiipiinden
cikan K, (A=1.54 A ) 1smnlan ile, 40 kV, 30
mA ve 20=2.5" ile 20=70" aras1 tarama islemi
yapildi. Elde edilen veriler, Philips
bilgisayarda toplandi ve bu verilerden
yararlanarak ~ bobrek  taslarinda  bulunan
maddeler Hanawalt yontemi yardimi ile
bulundu.

2. X-ISINLARININ URETILMESI

X-1iginlart 1895 yilinda Alman fizikgi
Roentgen tarafindan kesfedilmis ve o zamanlar
bu 1gmnlarin 6zellikleri tam olarak bilinmedigi
icin, Dbilinmeyen anlaminda, X-iginlari
denilmistir. X-iginlart goriintir 1g1kla  ayni
Ozellikte fakat cok daha kisa dalga boylu,
elektromagnetik radyasyondur. X-1ginlari;
yiiksek hizli elektronlarin bir metal hedefe
carpmalar1 sirasinda meydana gelirler. Bir X-
1sinlart tiiptinde;

a) Elektron kaynag:
b) Hizlandiricl yiiksek gerilim
¢) Metal hedef elemanlar1 vardir.

Elektronlarin kinetik enerjilerinin ¢ogu
hedefte, carpisma sirasinda 1s1  haline
doniistigiinden, erimemesi i¢in hedef su ile
sogutulur. X-isinlart tiiplerinde iki elektrod
bulunur.  Anod, toprak potansiyelinde
tutulurken, katod amaca uygun sekilde yiiksek
negatif gerilimde tutulur. Tiiplerdeki anod ile
katod, havasi bosaltilmis camla ¢evrelenmistir.
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Katod, genellikle esik enerjisi diisiik metal
flamandan olusur. Anod istenilen hedef metali
iceren su sogutmali, bakir bloktan olusur.

3. X-ISINLARI KULLANIM
ALANLARI

X-1ginlari, dogrusal olarak yayilir ve
fotograf filmine etkir. Bu 1smlarin dalga
boylan kiiciikk oldugundan giricilik 6zelligine
sahiptir. Insan viicudundan gegebilir [2-4].

a) Radyografi

X-1sinlari, maddelerde kolayca sogrulur.
Bu ozelliginden maddelerin taninmasinda
yararlanilir. Ayrica metallerdeki ¢atlaklarin ve
kristal kusurlarinin belirlenmesinde
hastanelerde; kirik kemiklerin ve zarar gormiis
i¢ organlarin incelenmesinde yararlanilir.

b) X-Isinlan Kristalografisi

X-iginlart  kristalografisi  X-1gmlarmin
dalga 6zelligine sahip olmasi temeline dayanir.
Katt bir kristalden sacilan X-1gmlarmin
konumlar1 ve siddetleri o kristalin, Kkristal
kusurlar1 ve kristal yapisi hakkinda bilgiler
Verir.

¢) X-Isinlar1 Floresans Analizi

Elementlerin nitel ve nicel olarak
analizinde genel olarak, X-igimnlari floresans
analizi kullanilir. Bir elektromagnetik dalga,
atoma carparsa atomun K kabugundaki
elektronlar1 daha yiliksek bir seviyeye
uyartabilir ve L tabakasindan elektronun K
tabakasina gegisi ile floresans X 1ginlar1 yayar.
Floresans X 1ginlarmin toplam spektrumu; K,
ve K 1smmmlarmi L ve M tabakalaridan
yayinlanan iginimlari kapsar. Piklerin siddeti
standartla karsilagtirilir ve konsantrasyon
hakkinda bilgi edinilir. Karakteristik 1s1manin
dalga boyundan elementler tanimlanir.

d) Radyoterapi

X-isinlarinin;  canli  hiicrelerde  doku
yapisinin  bozulmasina sebep olabilirler.
Ozellikle ameliyatlarda, almamayan zararli
tiimorler, X-1ginlari kullanilarak yok edilir [2].

4. X-ISINLARININ TESPIT
EDILMESI

X-1gmlarinin tespitinde genellikle su iig
yontemden  yararlanilir.  Bunlar  floresan
levhalar, fotograf filmi ve sayaglardir.

a) Floresan Levhalar

Floresan levhalar; bir karton iizerine
siirlilmiis, az miktarda nikel ihtiva eden, ince
cinko siilfiir tabakasindan yapilmislardir. X-
isinlarinin etkisi altinda, bu bilesikte goriiniir
bolgede 1siklanma meydana gelir ve goriiniir
151k kaydedilir. Floresan levhalar; difraksiyon
caligmalarinda aleti ayarlarken ana 1g1min yerini
anlamak i¢in kullanilir.

b) Fotograf Filmleri

Fotograf filmleri; X-isinlar1 tarafindan,
tipk1  goriiniir 1s1ktan  etkilendikleri  gibi
etkilenirler. Film, difraksiyona ugramis X-
isinlarimi  belirleyen ve ¢ok kullanilan bir
yontemdir.  Filmi  siyahlatmakta yalniz
sogurulan X-iginlarinin  etkisi vardir. Bu
nedenle, toplam sogurmay1 arttirmak igin, X-
isinlart filmleri tizerindeki 1s18a duyarlit madde
oldukga kalin yapilir.

¢) Sayaclar

X-1ginlart sayaglar, X-iginlarint elektrik
akimi seklinde atmalara doniistiiren diizenekler
olup, birim zamanda olusan akim atmalari,
sayaca giren X-iginlarmin siddeti ile dogru
orantilidir. Giiniimiizde en ¢ok kullanilan
sayagclar; Orantili, Geiger-Miiller ve Isildama
(Sintilasyon) sayaglaridir.

_ 5. BOBREK TASI HASTALIGI VE
BOBREK TASLARININ OZELLIKLERI

Bobrek taglari, kristalografik  6zellik
gostermektedir. Belli bir pH ve sicakliktaki
suya  kristalize  olabilen bir element
konuldugunda, soliisyon halinde kalir. Ancak
bu elementin miktar1 arttirillinca belli bir
seviyeden sonra artik eriyik halinde kalmaz.
Doymus haldeki madde kristalize olmaya
baslar. Idrar suya nazaran daha fazla maddeyi
soliisyon halinde tutabilme 6zelligine sahiptir.
Cilinkii idrarda bir¢ok elektrik yiiklii iyonlarin
karigimi  bu maddelerin erimesini  artirir.
Idrardaki iyonlarin elektrik yiikii
kristalizasyonda oOnemli rol oynar. Kristal
cekirdeklerinin olugmasi, aktif elektrik yiiklii
iyon ve molekiillerin idrarda enerjinin etkisinin
birbiriyle  birlesmesiyle meydana  gelir.
Idrardaki organik ve inorganik maddeler kristal
olusumunu kolaylastirir. Kimyasal katalizor
etkisi yapar. Kristal g¢ekirdekleri elektrik
enerjisiyle birbirini ¢ekerek birlesir ve basit bir
kristali olusturmaktadir. Idrarda
kristalizasyonu dnleyen bazi maddeler vardir.
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Fosfat, magnezyum, c¢inko kristalizasyonu
Onlemektedirler.

Bobrek tasi hastaligr; iklim, gida, hastanin
blinyesi ve aldigi  besinlere  baglhlik
gostermektedir. Bugiin diinyada en ¢ok goriilen
tag, kalsiyum okzalat ve kalsiyum fosfatin
karisimi olan  taslardir.  Ikinci  siray1
magnezyum amonyum fosfat taglar alir.

e Icerisinde kalsiyum ihtiva eden taslara
(kalsiyum okzalat, kalsiyum fosfat, kalsiyum
karbonat) kalsiyum taglar1 denilmektedir.

e Magnezyum amonyum fosfat ihtiva
eden kristal yapilara enfeksiyon taslari
(Struvite) ad1 verilmektedir.

e Protein bakimindan asir1 zengin gida
ile beslenme sonucu bobreklerde firik asit
taglart olusumu oldukga yiiksek olmaktadir.

*Kalsiyum okzalat taslart {i¢ tipte
goriilmektedir.

1. Kiigiik, diizgiin ve ¢ok sert, koyu
kahverengi veya siyahimsi renktedirler.

2. Cogunlukla pirtikli yiizey, sart acik
kahverengi renktedirler.

3. Kenarlarinda bacaklar1 vardir, kum
rengindedirler.

* Fosfat iceren taslar; kirli beyaz renkte
olup, yumusaktirlar.

*Urik asit taslari; kirli sari, kahverengi
renktedirler, diiz yiizeyli, mat ve oldukca
serttirler[1].

6.  DENEYSEL
TEKNIKLER, ISLEMLER

6.1. Deneysel Yontemler

6.1.1. X-Ismlarn Toz Difraksiyon
Yontemi

YONTEMLER,

Gilinlimiizde fizik; tp alanina ¢esitli
yonlerden girmis, gerek teshis ve tedavi,
gerekse bunlara 151k tutacak aragtirmalarda 6n
plana c¢ikan bilim dali olmustur. X-iginlari
difraksiyonu ile kimyasal analiz de, diger
analiz yontemlerine olan {stiinliiklerinden
dolay1 tipta, ozellikle kristal yapida bilesikler
iceren numunelerin analizine ihtiya¢ gosteren
uygulamalarda, en iyi analiz ydntemi olarak
kullanilmaya baslanmustir.

X-1ginlan difraksiyonu, maddenin yapisii
arastirmak i¢in kullanilan bir yontemdir ve
diger analiz yoOntemlerine gbre bazi

istiinliikleri vardir. Bunlarin en &nemlisi bir
cismin varligini ayri ayri onu olusturan
kimyasal elemanlar1 cinsinden degil, numune
icinde gercekte bulundugu sekilde
aciklamasidir. Kristallesmis bir numune, ister
saf halde, ister bir kisim bilesiklerin karigimi
halinde olsun, daima Kkarakteristik bir
difraksiyon deseni olusturur. Bu karakteristik
difraksiyon deseni, madde analizi yonteminin
esasidir.

Bir numuneye ait difraksiyon
spektrumunu kolayca analiz edip bilesenlerini
saptamak amaciyla, ilk olarak 1938 de
Hanawalt Rinn ve Frevel tarafindan 1000 farkli
bilesigin difraksiyon verileri elde edilip
diizenlenmistir. Bugiin difraksiyon verilerine
ait olan ve American Society For Testing
Materials (ASTM) tarafindan yaymlanmis
40000°den fazla karti kapsayan genis bir
kolleksiyon, X-iginlar difraksiyonu ile madde
analizi islemine 151k tutmaktadir. Bundan sonra
JCPDS (Joint Committee On Powder
Diffraction Standarts) bu gérevi siirdiirmiistiir.

Bu yontemin bobrek taslarinin analizine
uygulanisi ilk kez Prien ve Fondel tarafindan
1963’de olmustur. Cesitli hastalardan alinan
bobrek taglart dgiitillerek toz haline getirilmis
ve Debye-Scherrer kamerasi ile incelenerek
analiz edilmislerdir. 1968’de Lonsdale ve
arkadaslart 1970-71°de Sutor ve Scheldt
difraktometre ile analizi gergeklestirmislerdir.

6.1.2. Hanawalt Yontemi

Bugiine kadar yapilan incelemeler sonucu,
iic diizlem uzakligi da ayni olan iki kristal
gbzlenememistir. Bunu dikkate alan Hanawalt
d diizlemleraras1 uzaklik degerlerini ve bu d
degerlerine karst gelen yansima siddetlerini
tesbit ederek maddeyi belirlemistir. En
kuvvetli, ikinci derecede kuvvetli ve tglincii
derecede kuvvetli piklerin sirasiyla d;, d,, ds
degerleri ve bagil siddetleri, bilinmeyen
maddenin  difraksiyon  deseninin  hangi
maddeye ait oldugunu bulmak igin ilk adimdir.
Burada kisa adi ASTM olan kartlar
kullanilmaktadir.

ASTM kartlarindan maddenin tayin
edilmesi zaman alict1 oldugundan, fihrist
kitaplart kullanilir. Kullanilan bu fihrist
kitaplart iki sekilde hazirlanmistir.
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6.1.2.1. Her Cisme Gore Alfabetik
Fihrist

Alfabetik fihristler; madde ismine gore
hazirlanmigtir. Burada, maddenin; kimyasal
formiilii, en kuvvetli {i¢ pikin d degerleri,
siddetleri ve ASTM kartinin seri numarasi
bulunmaktadir. Bu fihrist, bizim i¢in pek
kullanigli  degildir.  Ancak  numunedeki
maddelerden bir veya bir kagini biliyorsak
faydalidir.

6.1.2.2. Niimerik Fihrist

Niimerik fihristler; en siddetli sekiz pikin
d degerlerini ve siddetlerini, maddenin
kimyasal formiiliinli, ismini ve Kkart seri
numarasint verir. Niimerik fihristte her bir
madde, en siddetli piklere ait d;, dy, d; daha
sonra dy, d;, d3 ve d;, d;, d, sirasinda
kaydedilmistir. Kaydedilen maddelerin her biri
ilk d degerine gore ana gruplara ayrilmstir.

Bu ¢k listelemenin amaci; ¢esitli
sebeplerle bilinmeyen maddenin en siddetli
pikinin  bagil siddeti degistigi zaman,
bilinmeyen maddeyi fihristte bulma imkani
saglamasidir.

6.1.2.3. Bir Fazin Tayini

Bilinmeyen maddenin toz difraksiyon
deseni elde edildikten sonra bilgisayardan 6 ve
siddet degerleri okunarak, tablo halinde
olusturulur. 6 Degerleri ile Bragg yansima
sartindan, d diizlemler arasi uzakliklar
hesaplanir. Hesaplanan bu d degerleri

biiyiikten kiigiige dogru siralanir,
Bilgisayardan  okunan  siddetlerden en
kuvvetlisine 100  denilerek,  (I/Ip)x100

formiiliinden bagil siddetler hesap edilir ve
tablo halinde yazilir. Bu tablodaki degerlerden
yararlanarak ve asagidaki sira takip edilerek,
bilinmeyen madde tayin edilir.

1. Hesaplanan d; degerinin niimerik
fihristte yeri bulunur.

2. Difraksiyon piklerinden, ikinci
derecede siddetli olan pik i¢in hesaplanan d,
degerine, en iyi uyani bulabilmek amaci ile
ikinci slitundan uygun deger arastirilarak
bulunur. Bu arastirmada d; ana grubu igin
verilen hata pay1 géz oniine alinir [5].

3. Benzer islemler d; i¢in de yapilir ve d,
dy, d; degerleri i¢in en yakin uygunluk elde
edildikten sonra, bu d degerlerine ait bagil
siddetler karsilagtirilir. Uygunluk saglaninca,
ilgili maddenin ASTM kart numarasi tesbit

edilir. Bu kart numarast belirlenen ASTM
kartindaki bagil siddetler ile bizim bulmus
oldugumuz bagil siddetler karsilagtirilir ve
uyum saglaninca, maddenin tayin islemi
yapilmis olur.

6.1.2.4. Birden Cok Fazin Tayini

Bilinmeyen madde g¢ok fazli oldugunda,
genellikle ii¢c en siddetli pik, tek bir maddenin
pikleri olmayabilir. Tek fazda anlatildig1 gibi,
¢ siddetli pike wuygun tek bir madde
bulunmazsa, bu bilinmeyen maddenin, fazlar
karigimindan olustugunu gosterir. Bu durumda
en siddetli pik d;, ikinci derecede siddetli pik
d,, liglincli derecede siddetli pik d; alinarak,
fihristten arastirllir. Uygun bir yaklasim
yapilamadigi zaman, en siddetli pik olarak d,
alinir ve arastirmaya devam edilir. Yine
uygunluk saglanamadi ise, bir sonraki siddetli
pik d; alinir ve arastirmaya devam edilir.
Uygunluk saglaninca, seri numarasi tespit
edilen, ASTM kartina gidilir. Elde edilen diger
piklerin bagil siddetleri, bu ASTM kartindaki
siddetlerle karsilagtirilir.

Uymayan pikler var ise, bu pikler
ayiklanir. Uyum saglayan piklerden sonra,
fazlardan bir tanesi tayin edilmis olunur.
Ayiklanan pikler kendi aralarinda tekrar
siralanir ve normalize edilerek, birinci fazin
tayininde yapilan islemler aynen tekrarlanir ve
ikinci faz tayin edilmis olur. Yine agikta pikler
kalmigsa, ayni islemler tekrarlanir ve bu
sekilde hic acikta pik kalmayincaya kadar, bu
islemlere devam edilir. Eger hala agikta pik var
ise, bu piklerin, numune tutucudan ve diger
safsizliklardan kaynaklandigi diisiiniiliir.

6.2. Deneysel Teknikler
6.2.1. Difraktometre Unitesi

Bu ¢alisma, Maden Tetkik ve Arastirma
(MTA)  Genel Midirliigiinde  yapild.
Jenerator, Philips marka PW—1830 modeldir ve
2040 kV ile 6-50 mA araliginda
kullanilabilmektedir. Olgiimlerde Cu hedefli
X-1ginlar tiipili, X-151ninin monokromatize (tek
dalga boylu) olmasi saglamak i¢in Nikel filtre
kullanildi.

Gonyometre Philips markadir. Ayirma
giiclinii artirmak ve zemin 1gimasi miktarini
azaltmak icin gelen (birincil) 1sinlar ve
yansiyan  (ikincil) isinlar  birer  slitten
gegirilerek 151k demetlerinin  paralelligi
saglanmistir. Gonyometrenin hareketi otomatik
olarak bilgisayar ile kontrol edilmektedir.
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Dedektor (sayici) olarak Philips marka bir
sintilasyon sayici kullanmilmistir. Bu sayici,
ornekten yansiyan 1sinlar elektrik sinyallerine
¢evirmektedir.

Ratemeter ve yiikseltici (amplifikator)
initeleri sayicidan gelen elektrik sinyallerini
islemek, yabanci sinyalleri siizmek ve esas
sinyalleri yiikseltmek i¢in kullanildi. Her iki
iinite, sayiciyt besleyen bir giic kaynagi
tizerine monte edilmistir. Yiikselticiden g¢ikan
sinyaller bilgisayara gonderilerek sayisal
bilgiye doniistiiriiliir. Step motor ise, motor
kontrol cihazindan gelen elektronik sinyallere
gore  difraktometrenin  hareket  etmesini
saglamaktadir.

P3348 Philips marka bilgisayar iki farkli
amac¢ i¢in kullanilmaktadir. Birincisi bir
program ¢ergevesinde motor kontrol iinitesine
uygun sinyalleri gondererek step motoru ve
dolayl olarak da difraktometreyi
calistirmaktir. Ikincisi ise yiikselticiden gelen
elektrik sinyallerini say1sal sekle
dontstirmektedir [6].

Philips marka bilgisayar ise; hem 06l¢iim
sonuclarin1  degerlendirmede  hem  de
dokiimantasyon igleminde kullanilmaktadir.

6.3. Deneysel Islemler
6.3.1. Numune Hazirlama

Bu c¢alismada, Ankara Universitesi, Ibn-i
Sina Hastanesi Uroloji Boliimii ve Ankara
Hastanesinden elde edilen, 8 hastaya ait bobrek
taglar1, teker teker agad havaninda doviilerek
toz haline getirildi. Toz haline gelen numune,
difraktometrenin lamdan olusan temiz numune
kabina diizglin bir ylizey olusturmak {izere
hafifce bastirilarak hazirlandi. Daha sonra
numuneler ayr1  ayrt  difraktometrenin
tutturucusuna yerlestirilerek {izerine CuKa
(A=1,54 A) 1sinlar1 gonderildi.

Deneyde kullanilan jenerator, Philips
marka PW-1830 modeldir. 40 kV (10-60 kV)
30 mA (6-50 mA) calisma sartlarinda 20=
2,5°-70° aras1 tarama islemi yapildi. Numune
tizerine gonderilen 1sinlarda, Kg’y1 tutmak igin
Ni-filtre kullanildi. Herbir numuneye ait veriler

P3348 Philips Marka bilgisayarda toplandi.
Burada © agis1 ve piklere ait siddetler,
bilgisayardan alindi.

Biitiin bu islemlerden sonra elde edilen;
desenler, Bragg sartindan (2dsin€=nl)
bulunan d diizlemler arasi uzakliklar, 6 agilart
ve siddetleri iceren bulgular hesaplanmistir.
Incelemeler sonucu bulunan, her bir maddeye
ait ASTM kartlar1 hazirlanmagtr.

7. DENEYSEL BULGULAR VE
TARTISMA

Bu boliimde sekiz farkli hastadan temin
edilen bobrek taslarinin boyutlar1 ve dis
goriiniisleriyle ile ilgili bulgular Cizelge-1’de
verilmigtir. Sekiz farkli hastaya ait otuz
numuneden alinan X-1s1n1 difraktometre analiz
bulgular1 ve bu bulgular arasindaki iligkiler
tartigtlmaktadir.

7.1. Aym Hastaya Ait Farkh Bobrek
Taslar ile Ilgili Bulgular

Bu calismada ayni hastaya ait numune
ozellikleri Cizelge-1’de goriilen farkli bobrek
taglart (A1-A12) arasinda nasil bir benzerlik
veya farklilik oldugunu goérmek iizere bu
numunelerin X-151n analizleri yapilmistir. Bu
numunelerin spektrumlart hesaplanmigtir. Bu
spektrumlardaki piklerin 20 agilarma karsilik
gelen pik siddetleri ve bunlardan hesaplanan d
degerlerini gosteren cizelgeler ise her bir
numune i¢in bulunmustur. Burada ¢izelgelerde
verilen d degerleri biylikten kiigiige dogru
siralanmistir.  Bu  ¢izelgelerde  okunan
siddetlerden en kuvvetlisine 100 denilerek, bu
piklere ait bagil siddet degerleri de ayr bir
kolonda gosterilmigtir. Bu  bagil siddet
degerlerinden yararlanarak bilinmeyen
maddenin  ASTM kart numaras1 tespit
edilmistir. ASTM kartindaki bagil siddetler ile
bizim bulmus oldugumuz bagil siddetler
karsilastirilarak maddenin tayini yapilmigtir.
Cizelge. 1’de A1-A12 numunelerinin hepsinin
Whewellite (C,Ca04.H,0) oldugu
bulunmustur. Boylece ayn1 kristal yap1
gosteren  bobrek tast  olusumu  oldugu
goriilmektedir.
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Cizelge 1. farkh hastaya ait 30 numunenin fiziksel ézellikleri

Numune No Boyut (mm) Fiziksel Goriiniis
H.15232.A1 9.10
H.15233.A2 6.10
H.15234.A3 6.25
H.15235.A4 4.50
H.15236.A5 6.35
H.15237.A6 6.25 Krem renginde, koyu sar1 lekeler, sekilsiz
H.15238.A7 6.10
H.15239.A8 3.35
H.15240.A9 3.55
H.15241.A10 4.10
H.15242.A11 8.85
H.15243.A12 2.35
H.15244.B1 9.10
H.15245.B2 10.80
H.15246.B3 14.25 Krem renginde, koyu kahverengi lekeli, yiizey piiriizlii
H.15247.B4 8.40
H.15248.B5 7.20
H.15249.C1 7.50
H.15250.C2 9.70 Krem renginde, beyaz lekeler, sivri ¢ikintili yiizey
H.15251.C3 9.35
H.15252.C4 4.55
H.15253.D1 12.35 Koyu sar1 renginde, yiizey piiriizli
H.15254.D2 5.85
H.15255.E1 22.30 Koyu sar1 renginde, koyu kahverengi lekeler, piiriizlii yiizey
H.15256.F1 22.20 Koyu kahverengi renginde, koyu sar1, beyaz lekeli,yarilmis yiizey
H.15257.G1 17.10
H.15258.G2 7.80 Koyu ve acik kahverengi renklerinde, sekilsiz
H.15259.G3 6.10
H.15260.H1 21.30 Koyu ve acik kahverengi renklerinde, koyu gri lekeler, yiizey piirtizlii
H.15261.H2 8.10

AB,C,D,E,F,G,H, farkli hastalar;; 1,2,3,...
gostermektedir.

7.2. qukll Hastalara Ait Farkli Bobrek
Taslar ile Ilgili Bulgular

Bu calismada farkli hastaya ait numune
ozellikleri Cizelge. 1°de goriilen farkli bobrek
taglari  (B1-B5),(C1-C4),(D1-D2),E1,F1,(G1-
G3),(H1-H2) arasinda nasil bir benzerlik veya
farklilik  oldugunu  goérmek iizere bu
numunelerin X-1g1n analizleri yapilmistir. Bu
spektrumlardaki piklerin 20 agilarina karsilik
gelen pik siddetleri ve bunlardan hesaplanan d
degerlerini gosteren cizelgeler ise her bir
numune i¢in tesbit edilmistir. Burada
cizelgelerde okunan d degerleri biiyiikten
kiigiige dogru siralanmistir. Bu cizelgelerde
okunan siddetlerden en kuvvetlisine 100
denilerek, bu piklere ait bagil siddet degerleri

sayilar1 ise aym1 hastaya ait farkli numuneleri

de ayr1 bir kolonda gosterilmistir. Bu bagil
siddet degerlerinden yararlanarak bilinmeyen
maddelerin  ASTM kart numaralar1 tespit
edilmistir. ASTM kartindaki bagil siddetler ile
bizim bulmus oldugumuz bagil siddetler
karsilagtirllarak  uyum  saglamak  iizere
maddenin tayini yapilmistir. Cizelge. 1’de (B1-
Bj5),(C1-C4),(D1-D2),E1,F1,(G1-G3),(H1-H2)
numunelerinin hepsinin Whewellite
(C,Ca04.H,0) oldugu bulunmustur. Boylece
farkli hastalara ait olmasina ragmen ayni
kristal yap1 olusumu gosterdikleri
bulunmustur. C2,C4 numuneleri ise Struvite
(NH4MgPO,4.6H,0) kristal yap1 gdosterdigi
gorlilmektedir.



X-ISINLARI DIFRAKSIYON YONTEMI ILE BOBREK TASLARININ NiTEL ANALIZi 7

8. SONUC VE ONERILER

8 farkli hasta ve 30 bobrek tasi
numunesi iizerinde yapilan X-1sinlari
difraktometrik analizinin ortaya koydugu
sonug; gerek ayni hastaya ait farkli bobrek
taglar1 aym kristalografik yap1 gostermesi
gerekse farkli hastalarin farkli bobrek
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